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Abstract: This standard extends IEEE Std 1450-1999 (STIL) to support the definition of DC levels.

STIL language constructs are defined to specify the DC conditions necessary to execute digital vec-

tors on automated test equipment (ATE). STIL language extensions include structures for: (a) spec-

ifying the DC conditions for a device under test; (b) specifying DC conditions either globally, by

pattern burst, by pattern, or by vector; (c) specifying alternate DC levels; and (d) selecting DC levels

and alternate levels within a period, much the same as timed format events.
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ΙΕΕΕ Στανδαρδσ δοχυµεντσ αρε δεϖελοπεδ ωιτηιν τηε ΙΕΕΕ Σοχιετιεσ ανδ τηε Στανδαρδσ Χοορδινατινγ Χοµµιττεεσ οφ τηε

ΙΕΕΕ Στανδαρδσ Ασσοχιατιον (ΙΕΕΕ−ΣΑ) Στανδαρδσ Βοαρδ. Τηε ΙΕΕΕ δεϖελοπσ ιτσ στανδαρδσ τηρουγη α χονσενσυσ δεϖελοπ−

µεντ προχεσσ, αππροϖεδ βψ τηε Αµεριχαν Νατιοναλ Στανδαρδσ Ινστιτυτε, ωηιχη βρινγσ τογετηερ ϖολυντεερσ ρεπρεσεντινγ ϖαριεδ

ϖιεωποιντσ ανδ ιντερεστσ το αχηιεϖε τηε φιναλ προδυχτ. ςολυντεερσ αρε νοτ νεχεσσαριλψ µεµβερσ οφ τηε Ινστιτυτε ανδ σερϖε ωιτη−

ουτ χοµπενσατιον. Ωηιλε τηε ΙΕΕΕ αδµινιστερσ τηε προχεσσ ανδ εσταβλισηεσ ρυλεσ το προµοτε φαιρνεσσ ιν τηε χονσενσυσ δεϖελ−

οπµεντ προχεσσ, τηε ΙΕΕΕ δοεσ νοτ ινδεπενδεντλψ εϖαλυατε, τεστ, ορ ϖεριφψ τηε αχχυραχψ οφ ανψ οφ τηε ινφορµατιον χονταινεδ

ιν ιτσ στανδαρδσ.

Υσε οφ αν ΙΕΕΕ Στανδαρδ ισ ωηολλψ ϖολυνταρψ. Τηε ΙΕΕΕ δισχλαιµσ λιαβιλιτψ φορ ανψ περσοναλ ινϕυρψ, προπερτψ ορ οτηερ δαµ−

αγε, οφ ανψ νατυρε ωηατσοεϖερ, ωηετηερ σπεχιαλ, ινδιρεχτ, χονσεθυεντιαλ, ορ χοµπενσατορψ, διρεχτλψ ορ ινδιρεχτλψ ρεσυλτινγ

φροµ τηε πυβλιχατιον, υσε οφ, ορ ρελιανχε υπον τηισ, ορ ανψ οτηερ ΙΕΕΕ Στανδαρδ δοχυµεντ.

Τηε ΙΕΕΕ δοεσ νοτ ωαρραντ ορ ρεπρεσεντ τηε αχχυραχψ ορ χοντεντ οφ τηε µατεριαλ χονταινεδ ηερειν, ανδ εξπρεσσλψ δισχλαιµσ

ανψ εξπρεσσ ορ ιµπλιεδ ωαρραντψ, ινχλυδινγ ανψ ιµπλιεδ ωαρραντψ οφ µερχηανταβιλιτψ ορ φιτνεσσ φορ α σπεχιφιχ πυρποσε, ορ τηατ

τηε υσε οφ τηε µατεριαλ χονταινεδ ηερειν ισ φρεε φροµ πατεντ ινφρινγεµεντ. ΙΕΕΕ Στανδαρδσ δοχυµεντσ αρε συππλιεδ �ΑΣ ΙΣ.�

Τηε εξιστενχε οφ αν ΙΕΕΕ Στανδαρδ δοεσ νοτ ιµπλψ τηατ τηερε αρε νο οτηερ ωαψσ το προδυχε, τεστ, µεασυρε, πυρχηασε, µαρκετ,

ορ προϖιδε οτηερ γοοδσ ανδ σερϖιχεσ ρελατεδ το τηε σχοπε οφ τηε ΙΕΕΕ Στανδαρδ. Φυρτηερµορε, τηε ϖιεωποιντ εξπρεσσεδ ατ τηε

τιµε α στανδαρδ ισ αππροϖεδ ανδ ισσυεδ ισ συβϕεχτ το χηανγε βρουγητ αβουτ τηρουγη δεϖελοπµεντσ ιν τηε στατε οφ τηε αρτ ανδ

χοµµεντσ ρεχειϖεδ φροµ υσερσ οφ τηε στανδαρδ. Εϖερψ ΙΕΕΕ Στανδαρδ ισ συβϕεχτεδ το ρεϖιεω ατ λεαστ εϖερψ φιϖε ψεαρσ φορ ρεϖι−

σιον ορ ρεαφφιρµατιον. Ωηεν α δοχυµεντ ισ µορε τηαν φιϖε ψεαρσ ολδ ανδ ηασ νοτ βεεν ρεαφφιρµεδ, ιτ ισ ρεασοναβλε το χονχλυδε

τηατ ιτσ χοντεντσ, αλτηουγη στιλλ οφ σοµε ϖαλυε, δο νοτ ωηολλψ ρεφλεχτ τηε πρεσεντ στατε οφ τηε αρτ. Υσερσ αρε χαυτιονεδ το χηεχκ

το δετερµινε τηατ τηεψ ηαϖε τηε λατεστ εδιτιον οφ ανψ ΙΕΕΕ Στανδαρδ.

Ιν πυβλισηινγ ανδ µακινγ τηισ δοχυµεντ αϖαιλαβλε, τηε ΙΕΕΕ ισ νοτ συγγεστινγ ορ ρενδερινγ προφεσσιοναλ ορ οτηερ σερϖιχεσ

φορ, ορ ον βεηαλφ οφ, ανψ περσον ορ εντιτψ. Νορ ισ τηε ΙΕΕΕ υνδερτακινγ το περφορµ ανψ δυτψ οωεδ βψ ανψ οτηερ περσον ορ

εντιτψ το ανοτηερ. Ανψ περσον υτιλιζινγ τηισ, ανδ ανψ οτηερ ΙΕΕΕ Στανδαρδσ δοχυµεντ, σηουλδ ρελψ υπον τηε αδϖιχε οφ α χοµ−

πετεντ προφεσσιοναλ ιν δετερµινινγ τηε εξερχισε οφ ρεασοναβλε χαρε ιν ανψ γιϖεν χιρχυµστανχεσ.

Ιντερπρετατιονσ: Οχχασιοναλλψ θυεστιονσ µαψ αρισε ρεγαρδινγ τηε µεανινγ οφ πορτιονσ οφ στανδαρδσ ασ τηεψ ρελατε το σπεχιφιχ

αππλιχατιονσ. Ωηεν τηε νεεδ φορ ιντερπρετατιονσ ισ βρουγητ το τηε αττεντιον οφ ΙΕΕΕ, τηε Ινστιτυτε ωιλλ ινιτιατε αχτιον το πρεπαρε

αππροπριατε ρεσπονσεσ. Σινχε ΙΕΕΕ Στανδαρδσ ρεπρεσεντ α χονσενσυσ οφ χονχερνεδ ιντερεστσ, ιτ ισ ιµπορταντ το ενσυρε τηατ ανψ

ιντερπρετατιον ηασ αλσο ρεχειϖεδ τηε χονχυρρενχε οφ α βαλανχε οφ ιντερεστσ. Φορ τηισ ρεασον, ΙΕΕΕ ανδ τηε µεµβερσ οφ ιτσ σοχι−

ετιεσ ανδ Στανδαρδσ Χοορδινατινγ Χοµµιττεεσ αρε νοτ αβλε το προϖιδε αν ινσταντ ρεσπονσε το ιντερπρετατιον ρεθυεστσ εξχεπτ ιν

τηοσε χασεσ ωηερε τηε µαττερ ηασ πρεϖιουσλψ ρεχειϖεδ φορµαλ χονσιδερατιον. 

Χοµµεντσ φορ ρεϖισιον οφ ΙΕΕΕ Στανδαρδσ αρε ωελχοµε φροµ ανψ ιντερεστεδ παρτψ, ρεγαρδλεσσ οφ µεµβερσηιπ αφφιλιατιον ωιτη

ΙΕΕΕ. Συγγεστιονσ φορ χηανγεσ ιν δοχυµεντσ σηουλδ βε ιν τηε φορµ οφ α προποσεδ χηανγε οφ τεξτ, τογετηερ ωιτη αππροπριατε

συππορτινγ χοµµεντσ. Χοµµεντσ ον στανδαρδσ ανδ ρεθυεστσ φορ ιντερπρετατιονσ σηουλδ βε αδδρεσσεδ το:

Σεχρεταρψ, ΙΕΕΕ−ΣΑ Στανδαρδσ Βοαρδ

445 Ηοεσ Λανε

Π.Ο. Βοξ 1331

Πισχαταωαψ, Νϑ 08855−1331

ΥΣΑ

Αυτηοριζατιον το πηοτοχοπψ πορτιονσ οφ ανψ ινδιϖιδυαλ στανδαρδ φορ ιντερναλ ορ περσοναλ υσε ισ γραντεδ βψ τηε Ινστιτυτε οφ

Ελεχτριχαλ ανδ Ελεχτρονιχσ Ενγινεερσ, Ινχ., προϖιδεδ τηατ τηε αππροπριατε φεε ισ παιδ το Χοπψριγητ Χλεαρανχε Χεντερ. Το

αρρανγε φορ παψµεντ οφ λιχενσινγ φεε, πλεασε χονταχτ Χοπψριγητ Χλεαρανχε Χεντερ, Χυστοµερ Σερϖιχε, 222 Ροσεωοοδ ∆ριϖε,

∆ανϖερσ, ΜΑ 01923 ΥΣΑ; +1 978 750 8400. Περµισσιον το πηοτοχοπψ πορτιονσ οφ ανψ ινδιϖιδυαλ στανδαρδ φορ εδυχατιοναλ

χλασσροοµ υσε χαν αλσο βε οβταινεδ τηρουγη τηε Χοπψριγητ Χλεαρανχε Χεντερ.

Νοτε: Αττεντιον ισ χαλλεδ το τηε ποσσιβιλιτψ τηατ ιµπλεµεντατιον οφ τηισ στανδαρδ µαψ ρεθυιρε υσε οφ συβϕεχτ µατ−

τερ χοϖερεδ βψ πατεντ ριγητσ. Βψ πυβλιχατιον οφ τηισ στανδαρδ, νο ποσιτιον ισ τακεν ωιτη ρεσπεχτ το τηε εξιστενχε ορ

ϖαλιδιτψ οφ ανψ πατεντ ριγητσ ιν χοννεχτιον τηερεωιτη. Τηε ΙΕΕΕ σηαλλ νοτ βε ρεσπονσιβλε φορ ιδεντιφψινγ πατεντσ

φορ ωηιχη α λιχενσε µαψ βε ρεθυιρεδ βψ αν ΙΕΕΕ στανδαρδ ορ φορ χονδυχτινγ ινθυιριεσ ιντο τηε λεγαλ ϖαλιδιτψ ορ

σχοπε οφ τηοσε πατεντσ τηατ αρε βρουγητ το ιτσ αττεντιον.
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Introduction

[Τηισ ιντροδυχτιον ισ νοτ παρτ οφ ΙΕΕΕ Στδ 1450.2−2002, ΙΕΕΕ Στανδαρδ φορ Εξτενσιονσ το Στανδαρδ Τεστ Ιντερφαχε Λαν−
γυαγε (ΣΤΙΛ) (ΙΕΕΕ Στδ 1450ΤΜ−1999) φορ ∆Χ Λεϖελ Σπεχιφιχατιον.]

Στανδαρδ Τεστ Ιντερφαχε Λανγυαγε (ΣΤΙΛ) (ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999) ωασ δεϖελοπεδ ανδ αππροϖεδ ωιτη αν ιντεν−

τιοναλλψ χονστραινεδ σχοπε. Ωηιλε ∆Χ λεϖελσ ωερε εξπλιχιτλψ εξχλυδεδ φροµ τηατ σχοπε, ιτ ωασ αππαρεντ τηατ

∆Χ λεϖελσ ωερε αν αρεα οφ ιντερεστ ανδ ιµπορτανχε το τηε ΣΤΙΛ υσερ χοµµυνιτψ. Τηε Π1450.2 Ωορκινγ

Γρουπ ωασ φορµεδ το αδδρεσσ τηε εξτενσιον οφ ∆Χ λεϖελσ το τηε ΣΤΙΛ στανδαρδ.

Τηρεε µαιν τοπιχσ ωερε ιδεντιφιεδ ασ πριοριτιεσ φορ τηε ωορκ. Τηεσε ινχλυδε περ−πιν ρεφερενχε λεϖελσ φορ σιγναλ

πινσ (ε.γ., ςΙΗ, ςΙΛ, ςΟΗ, ςΟΛ), δεϖιχε ποωερ συππλψ λεϖελσ (ϖολταγε ανδ χυρρεντ), ανδ ποωερ σεθυενχινγ

το τηε δεϖιχε υνδερ τεστ. ∆υρινγ τηε χουρσε οφ δεϖελοπµεντ, τωο οτηερ ιµπορταντ τοπιχσ ωερε αδδρεσσεδ.

Τηεσε ινχλυδεδ τηε χαπαβιλιτψ φορ σωιτχηινγ λεϖελσ ωιτηιν α περιοδ, ανδ φορ σωιτχηινγ λεϖελσ βετωεεν ϖεχτορσ

ιν α παττερν.

Participants

Ατ τηε τιµε τηισ στανδαρδ ωασ αππροϖεδ, τηε Π1450.2 Ωορκινγ Γρουπ ηαδ τηε φολλοωινγ µεµβερσηιπ:

Γρεγγ Ωιλδερ, Chair

Γρεγ Μαστον, Vice Chair

Οτηερ ωορκινγ γρουπ µεµβερσ ινχλυδεδ:

Τηε φολλοωινγ µεµβερσ οφ τηε βαλλοτινγ χοµµιττεε ϖοτεδ ον τηισ στανδαρδ. Βαλλοτερσ µαψ ηαϖε ϖοτεδ φορ

αππροϖαλ, δισαππροϖαλ, ορ αβστεντιον. 

∆αϖιδ Χολβψ
∆αϖιδ ∆οωδινγ

Βερνηαρδ Ηειβλερ
ϑιµ Σηοωµαν
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ϑακε Καρρφαλτ
Βριον Κελλερ
Αδαµ Λεψ
Γρεγ Μαστον
Ψινγηυα Μιν
ϑαµεσ Μονζελ

ϑιµ Ο�Ρειλλψ
Συσυµυ Οηνο
Μικε Ριχχηεττι
Γορδον Ροβινσον
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IEEE Standard for Extensions to 
Standard Test Interface Language 
(STIL) (IEEE Std 1450TM-1999) for DC 
Level Specification

1. Overview

Τηισ στανδαρδ εξτενδσ ΙΕΕΕ Στδ 1450−19991 (ΣΤΙΛ) το συππορτ τηε δεφινιτιον οφ ∆Χ λεϖελσ. Τηε ∆Χ λεϖελσ

ινφορµατιον χονσιστσ οφ τηε περ−πιν ρεφερενχε λεϖελσ, τηε δεϖιχε ποωερ συππλψ (∆ΠΣ) λεϖελσ, ανδ τηε σεθυενχ−

ινγ οφ τηεσε λεϖελσ φορ ποωερινγ υπ τηε δεϖιχε, ποωερινγ δοων τηε δεϖιχε, ορ χηανγινγ λεϖελσ οφ τηε δεϖιχε.

Τηε ∆Χ λεϖελ δεφινιτιονσ µαψ βε δεφινεδ ασ στατιχ στατεσ τηατ αρε εσταβλισηεδ πριορ το εξεχυτιον οφ α παττερν.

Τηεψ αλσο µαψ βε σελεχτεδ ωιτηιν α παττερν. 

Φιγυρε 1 ισ α µοδελ οφ τηε τεστ ενϖιρονµεντ φορ α δεϖιχε υνδερ τεστ (∆ΥΤ) ον αν αυτοµατιχ τεστ εθυιπµεντ

(ΑΤΕ) τεστερ. Φιγυρε 2 ισ α µοδελ οφ τηε περ−πιν ∆Χ ρεσουρχεσ οφ αν ΑΤΕ τεστερ. Φιγυρε 3 ισ α µοδελ οφ τηε διφ−

φερεντιαλ ∆Χ ρεσουρχεσ οφ αν ΑΤΕ τεστερ. Τηε στατεµεντσ ανδ βλοχκσ δεφινεδ ιν τηισ στανδαρδ αρε δεφινεδ ρελα−

τιϖε το τηεσε µοδελσ. Σοµε φυνχτιονσ ρεπρεσεντεδ βψ τηεσε µοδελσ µαψ νοτ βε αϖαιλαβλε ον σοµε ΑΤΕ

σψστεµσ. Τηε ∆ΧΣεθυενχε χοµµανδσ Αππλψ ανδ Χοννεχτ λοαδ ϖαλυεσ ιντο τηε ηαρδωαρε ρεγιστερσ, ε.γ., ςΙΛ

ανδ ςΙΗ, ανδ χοννεχτ τηε τεστερ ρεσουρχε, ε.γ., τηε δριϖερ, το τηε ∆ΥΤ, ρεσπεχτιϖελψ.

1Ινφορµατιον ον ρεφερενχεσ χαν βε φουνδ ιν Χλαυσε 2. 

Figure 1—STIL model of DUT test environment on ATE tester
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1.1 Scope

Τηισ στανδαρδ δεφινεσ τηε φολλοωινγ:

α) ∆εφινεσ στρυχτυρεσ ιν ΣΤΙΛ φορ σπεχιφψινγ τηε ∆Χ χονδιτιονσ φορ α ∆ΥΤ. Εξαµπλεσ οφ τηε ∆Χ χονδι−

τιονσ φορ δεϖιχε ποωερ συππλιεσ αρε ∆ΠΣ σετυπ, ποωερ σεθυενχινγ το τηε δεϖιχε, ανδ ποωερ συππλψ

λιµιτινγ/χλαµπινγ. Εξαµπλεσ οφ τηε ∆Χ χονδιτιονσ φορ χοµµονλψ υσεδ σιγναλ ρεφερενχεσ αρε ςΙΛ,

ςΙΗ, ςΟΛ, ςΟΗ, ΙΟΛ, ΙΟΗ, ςΡΕΦ, ςΧλαµπΛοω, ανδ ςΧλαµπΗι.

β) ∆εφινεσ στρυχτυρεσ ιν ΣΤΙΛ συχη τηατ τηε ∆Χ χονδιτιονσ µαψ βε σπεχιφιεδ ειτηερ γλοβαλλψ, βψ παττερν

βυρστ, βψ παττερν, ορ βψ ϖεχτορ.

χ) ∆εφινεσ στρυχτυρεσ ιν ΣΤΙΛ το αλλοω σπεχιφιχατιον οφ αλτερνατε ∆Χ λεϖελσ. Εξαµπλεσ οφ χοµµονλψ

υσεδ αλτερνατε λεϖελσ αρε ςΙΗΗ, ςΙΠΠ, ανδ ςΙΛΛ.

δ) ∆εφινεσ στρυχτυρεσ ιν ΣΤΙΛ συχη τηατ τηε ∆Χ λεϖελσ ανδ αλτερνατε λεϖελσ χαν βε σελεχτεδ ωιτηιν α

περιοδ, µυχη τηε σαµε ασ τιµεδ φορµατ εϖεντσ.
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Figure 2—STIL model of per-pin DC resources of ATE tester
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1.2 Purpose

Τηισ εφφορτ ωιλλ δεφινε χονστρυχτσ ιν ΣΤΙΛ το σπεχιφψ τηε ∆Χ χονδιτιονσ νεχεσσαρψ το εξεχυτε τηε διγιταλ ϖεχ−

τορσ ον ΑΤΕ. Τηισ ωιλλ χοµπλεµεντ τηε ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999 δεφινιτιον, ωηιχη δεφινεσ στρυχτυρεσ φορ σπεχιφι−

χατιον οφ τιµινγ ανδ φορµατ ινφορµατιον βυτ δοεσ νοτ δεφινε τηε ∆Χ χονδιτιονσ υνδερ ωηιχη τηισ ινφορµατιον

σηουλδ βε αππλιεδ.

2. References

Τηισ στανδαρδ σηαλλ βε υσεδ ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε φολλοωινγ στανδαρδ. Ιφ τηε φολλοωινγ στανδαρδ ισ συπερ−

σεδεδ βψ αν αππροϖεδ ρεϖισιον, τηε ρεϖισιον σηαλλ αππλψ.

ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999, ΙΕΕΕ Στανδαρδ Τεστ Ιντερφαχε Λανγυαγε (ΣΤΙΛ) φορ ∆ιγιταλ Τεστ ςεχτορσ.2, 3

3. Definitions, acronyms, and abbreviations

3.1 Definitions

Φορ τηε πυρποσεσ οφ τηισ στανδαρδ, τηε φολλοωινγ τερµσ ανδ δεφινιτιονσ αππλψ. ΙΕΕΕ 100ΤΜ [Β1]4 σηουλδ βε

ρεφερενχεδ φορ τερµσ νοτ δεφινεδ ιν τηισ στανδαρδ.

3.1.1 αλτερνατε ινπυτ ηιγη ϖολταγε (ςΙΗΗ): Αν αλτερνατε ινπυτ ηιγη ϖολταγε φορχεδ βψ τηε ΑΤΕ δριϖερ το τηε

∆ΥΤ.

2Τηε ΙΕΕΕ στανδαρδσ ρεφερρεδ το ιν Χλαυσε 2 αρε τραδεµαρκσ οωνεδ βψ τηε Ινστιτυτε οφ Ελεχτριχαλ ανδ Ελεχτρονιχσ Ενγινεερσ, Ινχ.
3ΙΕΕΕ πυβλιχατιονσ αρε αϖαιλαβλε φροµ τηε Ινστιτυτε οφ Ελεχτριχαλ ανδ Ελεχτρονιχσ Ενγινεερσ, 445 Ηοεσ Λανε, Π.Ο. Βοξ 1331, Πισχαταωαψ,

Νϑ 08855−1331, ΥΣΑ (ηττπ://στανδαρδσ.ιεεε.οργ/).
4Τηε νυµβερσ ιν βραχκετσ χορρεσπονδ το τηοσε οφ τηε βιβλιογραπηψ ιν Αννεξ Β.

Figure 3—STIL model of differential DC resources of ATE tester
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3.1.2 αλτερνατε ινπυτ ηιγη ϖολταγε (ςΙΠΠ): Αν αλτερνατε ινπυτ ηιγη ϖολταγε φορχεδ βψ τηε ΑΤΕ δριϖερ το τηε

∆ΥΤ. Τηισ ισ τψπιχαλλψ υσεδ το γενερατε προγραµµινγ πυλσεσ φορ ελεχτριχαλλψ προγραµµαβλε µεµοριεσ ανδ ισ

σψνονψµουσ ωιτη τηε χοµµονλψ υσεδ τερµ ςΠΠ ιν τηε χοντεξτ οφ προγραµµινγ ϖολταγε.

3.1.3 αλτερνατε ινπυτ λοω ϖολταγε (ςΙΛΛ): Αν αλτερνατε ινπυτ λοω ϖολταγε φορχεδ βψ τηε ΑΤΕ δριϖερ το τηε

∆ΥΤ.

3.1.4 αυτοµατιχ τεστ εθυιπµεντ (ΑΤΕ): Α σψστεµ τηατ προϖιδεσ α τεστ χαπαβιλιτψ φορ τηε αυτοµατιχ τεστινγ οφ

ονε ορ µορε δεϖιχεσ υνδερ τεστ (∆ΥΤ).

3.1.5 χλαµπ χυρρεντ (ΙΧλαµπ): Τηε µαξιµυµ χυρρεντ αλλοωεδ φορ α ∆ΠΣ ορ ΠΜΥ.

3.1.6 χλαµπ ϖολταγε (ςΧλαµπ): Τηε µαξιµυµ ϖολταγε αλλοωεδ φορ α ∆ΠΣ ορ ΠΜΥ.

3.1.7 χοµπαρατορ: Α χοµπονεντ οφ αν ΑΤΕ τηατ σενσεσ ϖολταγε ρεσπονσε φροµ τηε ∆ΥΤ δυρινγ φυνχτιοναλ

τεστινγ.

3.1.8 δεϖιχε ποωερ συππλψ (∆ΠΣ): Α χοµπονεντ οφ αν ΑΤΕ τηατ προϖιδεσ ∆Χ ϖολταγε ανδ/ορ χυρρεντ το τηε

∆ΥΤ ποωερ συππλψ πινσ.

3.1.9 δεϖιχε υνδερ τεστ (∆ΥΤ): Αν ελεχτρονιχ χοµπονεντ, τψπιχαλλψ αν ιντεγρατεδ χιρχυιτ, το βε τεστεδ βψ αν

ΑΤΕ.

3.1.10 διφφερεντιαλ χοµπαρατορ: Α χοµπονεντ οφ αν ΑΤΕ τηατ σενσεσ ϖολταγε διφφερενχε βετωεεν τωο ∆ΥΤ

ουτπυτσ δυρινγ φυνχτιοναλ τεστινγ.

3.1.11 διφφερεντιαλ δριϖερ: Α χοµπονεντ οφ αν ΑΤΕ τηατ προϖιδεσ ϖολταγε διφφερενχε το τωο ∆ΥΤ ινπυτσ δυρ−

ινγ φυνχτιοναλ τεστινγ.

3.1.12 διφφερεντιαλ ινπυτ ηιγη ϖολταγε (ςΙΗ∆): Τηε διφφερεντιαλ ινπυτ ηιγη ϖολταγε φορχεδ βψ τηε ΑΤΕ δριϖερ

το τηε ∆ΥΤ.

3.1.13 διφφερεντιαλ ινπυτ λοω ϖολταγε (ςΙΛ∆): Τηε διφφερεντιαλ ινπυτ λοω ϖολταγε φορχεδ βψ τηε ΑΤΕ δριϖερ

το τηε ∆ΥΤ.

3.1.14 διφφερεντιαλ ινπυτ ϖολταγε (ςΙ∆): Τηε διφφερεντιαλ ινπυτ ϖολταγε φορχεδ βψ τηε ΑΤΕ δριϖερ το τηε

∆ΥΤ. ςΙ∆ = |ςΙΗ∆ � ςΙΛ∆|.

ΝΟΤΕ�Σεε Φιγυρε 3.

3.1.15 διφφερεντιαλ ουτπυτ ηιγη ϖολταγε (ςΟΗ∆): Τηε διφφερεντιαλ ουτπυτ ηιγη ρεφερενχε ϖολταγε υσεδ βψ τηε

ΑΤΕ χοµπαρατορ το δεφινε µινιµυµ ουτπυτ ηιγη ϖολταγε φροµ τηε ∆ΥΤ.

3.1.16 διφφερεντιαλ ουτπυτ λοω ϖολταγε (ςΟΛ∆): Τηε διφφερεντιαλ ουτπυτ λοω ρεφερενχε ϖολταγε υσεδ βψ τηε

ΑΤΕ χοµπαρατορ το δεφινε µαξιµυµ ουτπυτ λοω ϖολταγε φροµ τηε ∆ΥΤ.

3.1.17 διφφερεντιαλ ουτπυτ ϖολταγε (ςΟ∆): Τηε διφφερεντιαλ ουτπυτ ϖολταγε ρεχειϖεδ βψ τηε ΑΤΕ χοµπαρατορ

φροµ τηε ∆ΥΤ. ςΟ∆ = |ςΟΗ∆ � ςΟΛ∆|.

ΝΟΤΕ�Σεε Φιγυρε 3.

3.1.18 δριϖερ: Α χοµπονεντ οφ αν ΑΤΕ τηατ προϖιδεσ ϖολταγε στιµυλυσ το τηε ∆ΥΤ δυρινγ φυνχτιοναλ τεστινγ.
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3.1.19 δριϖερ τερµινατιον: Α χοµπονεντ οφ αν ΑΤΕ τηατ προϖιδεσ ιµπεδανχε µατχηινγ βετωεεν τηε ΑΤΕ

δριϖερ ανδ τηε ∆ΥΤ δυρινγ φυνχτιοναλ τεστινγ.

3.1.20 δψναµιχ λοαδ: Α χοµπονεντ οφ αν ΑΤΕ τηατ προϖιδεσ χυρρεντ λοαδινγ το τηε ∆ΥΤ δυρινγ φυνχτιοναλ

τεστινγ.

3.1.21 φορχε χυρρεντ (ΙΦορχε): Τηε φορχινγ χυρρεντ προϖιδεδ βψ α ∆ΠΣ ορ ΠΜΥ το τηε ∆ΥΤ.

3.1.22 φορχε ϖολταγε (ςΦορχε): Τηε φορχινγ ϖολταγε προϖιδεδ βψ α ∆ΠΣ ορ ΠΜΥ το τηε ∆ΥΤ.

3.1.23 φυνχτιοναλ τεστ: Τηε προχεσσ οφ αππλψινγ φυνχτιοναλ ϖεχτορσ το τηε ∆ΥΤ ανδ ϖεριφψινγ τηε εξπεχτεδ

ρεσπονσε φροµ τηε ∆ΥΤ υσινγ αν ΑΤΕ. Ρεφερ το 3.1.10 οφ ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999, φορ δεφινιτιον οφ φυνχτιοναλ

ϖεχτορ.

3.1.24 ηιγη χλαµπ ϖολταγε (ΧλαµπΗι): Τηε ϖολταγε λεϖελ σετ φορ τηε ηιγη χλαµπ χιρχυιτ.

3.1.25 ινπυτ χοµµον µοδε ϖολταγε (ςΙΧΜ): Τηε ινπυτ χοµµον µοδε ϖολταγε υσεδ το ρεφερενχε τηε διφ−

φερεντιαλ ινπυτ ϖολταγεσ φορχεδ βψ τηε ΑΤΕ δριϖερ το τηε ∆ΥΤ. ςΙΧΜ = (ςΙΗ∆ + ςΙΛ∆)/2.

ΝΟΤΕ�Σεε Φιγυρε 3.

3.1.26 ινπυτ ηιγη ϖολταγε (ςΙΗ): Τηε ινπυτ ηιγη ϖολταγε φορχεδ βψ τηε ΑΤΕ δριϖερ το τηε ∆ΥΤ.

3.1.27 ινπυτ λοω ϖολταγε (ςΙΛ): Τηε ινπυτ λοω ϖολταγε φορχεδ βψ τηε ΑΤΕ δριϖερ το τηε ∆ΥΤ.

3.1.28 ΛοαδςΡεφ: Τηε χοµµυτατινγ ϖολταγε οφ τηε ΑΤΕ δψναµιχ λοαδ. Ωηεν νο χυρρεντ ισ φλοωινγ, τηισ ισ

τηε ϖολταγε αππλιεδ το τηε ∆ΥΤ.

3.1.29 λοω χλαµπ ϖολταγε (ΧλαµπΛο): Τηε ϖολταγε λεϖελ σετ φορ τηε λοω χλαµπ χιρχυιτ.

3.1.30 νεγατιϖε τερµιναλ ινπυτ ϖολταγε (ςψζ): Τηε νεγατιϖε τερµιναλ διφφερεντιαλ ινπυτ ϖολταγε φροµ τηε

ΑΤΕ δριϖερ το τηε ∆ΥΤ. ςψζ ισ τηε χοµπλεµεντ οφ ςψ.

ΝΟΤΕ�Σεε Φιγυρε 3.

3.1.31 νεγατιϖε τερµιναλ ουτπυτ ϖολταγε (ςαζ): Τηε νεγατιϖε τερµιναλ διφφερεντιαλ ουτπυτ ϖολταγε φροµ τηε

∆ΥΤ. ςαζ ισ τηε χοµπλεµεντ οφ ςα.

ΝΟΤΕ�Σεε Φιγυρε 3.

3.1.32 ουτπυτ χοµµον µοδε ϖολταγε (ςΟΧΜ): Τηε ουτπυτ χοµµον µοδε ϖολταγε υσεδ το ρεφερενχε τηε

διφφερεντιαλ ουτπυτ ϖολταγεσ ρεχειϖεδ βψ τηε ΑΤΕ χοµπαρατορ φροµ τηε ∆ΥΤ. ςΟΧΜ = (ςΟΗ∆ + ςΟΛ∆)/2.

ΝΟΤΕ�Σεε Φιγυρε 3.

3.1.33 ουτπυτ ηιγη χυρρεντ (ΙΟΗ): Τηε ουτπυτ ηιγη χυρρεντ προϖιδεδ βψ τηε ΑΤΕ δψναµιχ λοαδ το τηε ∆ΥΤ.

3.1.34 ουτπυτ ηιγη ϖολταγε (ςΟΗ): Τηε ουτπυτ ηιγη ρεφερενχε ϖολταγε υσεδ βψ τηε ΑΤΕ χοµπαρατορ το

δεφινε µινιµυµ ουτπυτ ηιγη ϖολταγε φροµ τηε ∆ΥΤ.

3.1.35 ουτπυτ λοω χυρρεντ (ΙΟΛ): Τηε ουτπυτ λοω χυρρεντ προϖιδεδ βψ τηε ΑΤΕ δψναµιχ λοαδ το τηε ∆ΥΤ.

3.1.36 ουτπυτ λοω ϖολταγε (ςΟΛ): Τηε ουτπυτ λοω ρεφερενχε ϖολταγε υσεδ βψ τηε ΑΤΕ χοµπαρατορ το δεφινε

µαξιµυµ ουτπυτ λοω ϖολταγε φροµ τηε ∆ΥΤ.
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